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Wielozakresowy przymiar do odczytywania wartości na taśmach
pomiarowych

Przedmiotem wynalazku jest wielozakresowy
przymiar do odczytywania wskazań naprężeń, sił
lub przemieszczeń zarejestrowanych na taśmach
aparatów samopiszących, a szczególnie na taśmach
aparatów Kelvina.

Dotychczasowe metody odczytywania taśm pole¬
gają na porównaniu wartości przyjętej (założonej
cechy) zazwyczaj przed pomiarem, z wielkością
wychylenia pisaka zarejestrowaną na taśmie apa¬
ratu po wykonaniu pomiaru.

Z odczytanych danych należy ułożyć proporcję
między wychyleniem pisaka przy znanej wartości,
przy cechowaniu i między wychyleniem pisaka
podczas pomiarów a nieznaną wartością odpowia¬
dającą temu odczytowi w celu jej obliczenia.

Taki sposób przygotowywania odczytywania
i obliczania wyników jest kłopotliwy, pracochłon¬
ny i może przyczynić się do otrzymywania błęd¬
nych wyników.

Przymiar według wynalazku usuwa wyżej wy¬
mienione trudności a jegio istota polega na sporzą¬
dzeniu skali w oparciu o wykorzystanie własności
funkcji rzutowej przy wyprowadzeniu wszystkich
linii z jednego punktu oraz wykonanie ich na
twardej przezroczystej płytce z dostosowaniem do
danych typowych zakresów pomiarowych.

Przedmiot wynalazku pokazany j.est przykłado¬
wo na rysunku na którym fig. 1 przedstawia przy¬
miar z zaznaczoną cechą (linia przerywana), fig. 2
— wykres pomiaru na taśmie, fig. 3 — dobór miej¬

sca odczytu na skali pomiaru, a fig. 4 przedstawia
przymiar nałożony na wykres pomiaru na taśmie.

Przykładowo wykonany przymiar (fig. 1), posia¬
da dowolną ilość prostopadłych a, b, c i d popro-

5 wadzonych do linii zerowej 3 oraz szereg ciągłych
prostych 1 wychodzących z jednego punktu umiesz¬
czonego na linii zerowej 3, a przecinających pro¬
stopadłe a, b, c i rf.

Powstałą w ten sposób siatkę cechuje to, że od-
io ległości na poszczególnych prostych a, b, c i d są

między sobą rówre. Z szeregu ciągłych linii pros¬
tych 1 zostaje wybrana jedna prosta nazwana ce¬
chą i oznaczona linią przerywaną 2. Jeden przy¬
miar może posiadać, wykonanych w ten sposób,

15 szereg różnych siatek ze skalami zarówno nad li¬
nią zerową 3 do odczytywania wyników dodatnich
i pod linią zerową 3 do odczytywania wyników
ujemnych.

Posługiwanie się przymiarem polega na tym, że
20 na wykonanym wykresie z cechą wzorcową 4

i z szukanym wynikiem 5 które są naniesione na
taśmie (fig. 2)? nakłada się przymiar, jak jest po¬
kazane na rysunku fig. 3, w ten sposób, że linie
zerowe 3 przymiaru i wykresu pokrywają się z so-

25 bą, a dobrana cecha z przymiaru oznaczona linią
przerywaną 2 przechodzi na przykład przez lewy
górny róg wykonanej cechy wzorcowej 4 z jedno¬
czesnym nałożeniem się z jedną z prostopadłych
(przykładowo pokazano prostopadłą b).

30 Następnie po tych ustaleniach przesuwa się przy-
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miar do pozycji pokazanej na fig. 4 z zachowaniem
nałożenia się wspomnianych lini zerowych 3, tak
aby najwyższy punkt szukanej, wartości 5 był
umieszczony na tej prostopadłej b, na której od¬
czytuje się szukany wynik w zależności od uprzed- 5
nio przyjętych jednostek na wzorcowej cesze.

Zastrzeżenia patentowe 2

1. Wielozakresowy przymiar do odczytywania war- i0
tości na taśmach pomiarowych, odpowiednich
naprężeń, sił lub przemieszczeń, znamienny

14

tym, że posiada dowolną ilość prostopadłych
(a, b, c i d) do linii zdrowej (3) oraz szereg ciąg¬
łych prostych (1) wychodzących z jednego pun¬
ktu na linii zerowej (3) i przecinających te pro¬
stopadłe tworząc siatkę w ten sposób, że otrzy¬
mane odcinki (skale) na poszczególnych pros¬
tych prostopadłych są sobie równe.
Wielozakresowy przymiar według zastrz. 1, zna¬
mienny tym} że może zawierać szereg wykona¬
nych siatek z różnymi skalami przy czym skale
te mogą być wykonane po obu stronach linii
zerowej (3).

Fig. 2
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